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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Spécification générique
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Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
Les ann

Les ann

exes C et D font partie intégrante de cette norme.

exes A et B sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 1: Generic specification

FOREWORD
The IFC (Tnternational Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standar omprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object i promote
internftional co-operation on all questions concerning standardization in the electqcal an fields. To

this ephd and in addition to other activities, the IEC publishes International

entrug
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FDIS Report on voting

4/7C/200/FDIS 4/7C/205/RVD
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andardization (ISO) in accordance with conditions deter the two
zations.
brmal decisions or agreements of the IEC on technlc sible, an
htional consensus of opinion on the relevant subjects bsentation
Il interested National Committees.
bcuments produced have the form of recommend the form
dards, technical reports or guides angd se.
er to promote international unificatio ernational
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ectronic

based on amendment 1 to IEC 60747-5 and the following documenits:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification nhumber
in the IECQ Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes C and D form an integral part of this standard.

Annexes A and B are for information only.
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d'application

Cette publication contient des spécifications génériques concernant les dispesitifs d'affichage a
cristaux| liquides et a semiconducteurs. Elle définit des procédures fant sur
I’évaluation qualité a mettre en oeuvre dans le cadre du systeme IE 5 regles
général¢s concernant les méthodes de mesure des caractéristiques gfe ues, les
essais dlimatiques et mécaniques et les essais d’endurance.
2 Références normatives
Les dod bférence
qui y eg 61740.
Pour leq réfé 2es, 5 avisions de ces publicgtions ne
s'appliq artie de
la CEIl § ecentes
des doc édition
du docU ssédent
le regist
PUrS
Premiere
CEI 601]91:2:1966, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Dpuxieme

partie: Dimensions

CEI 60191-3:1974, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 3:
Reégles générales pour la préparation des dessins d’encombrement des circuits intégrés

CEI 60410:1973, Plans et régles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs

CEI 60617 (toutes les parties), Symboles graphiques pour schémas
CEI 60747 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets

CEI 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Premiere partie: Généralités
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 61747 is a generic specification for liquid crystal and solid-state display
devices. It defines general procedures for quality assessment to be used ipnthe IECQ system

and gives general rules for measuring methods of electrical and optical ¢haracteristig¢s, rules
for climatic and mechanical tests, and rules for endurance tests.

ative references

his text,
dments

aintain
baration
Pbnsions
IEC 60191-3:1974,  Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 3: |General
rules fof thé preparation of outline drawings of integrated circuits

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60617 (all parts), Graphical symbols for diagrams
IEC 60747 (all parts), Semiconductor devices — Discrete devices

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:
General
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CEI 60747-5:1992, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CEI 60747-10:1991, Dispositifs a semiconducteurs — Dixiéme partie: Spécification générique
pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés

CEI 60748 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés
CEI 60749:1996, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEIl 61747-5, — Dispositifs d’affichage a cristaux liquides et & semiconducteurs — Partie 5:
Environnement, méthodes d’essais d’endurance et mécaniquesl)

QC 001002:1986, Régles de procédure du Systeme CEIl d'assuranc lité des
composgnts électroniques (IECQ)

ISO 1040:1992, Unités Sl et recommandations pour I'emploi de leurs }rtaines
autres ynités

ISO 11(41:1983, Dessins techniques — Tolérancement géo t : b forme,
orientatjon, position et battement — Généralités, définition yes sur les
dessins

ISO 2859 (toutes les parties), Regles d’échantillonnage

ISO 86(1:1988, Eléments de donn ation —

Représé¢ntation de la date et de I'heure

3 Terminologie

Dans l¢ cadre de ¥47, les termes et définitions spivantes

s'appliqpent.

hcepts ﬁ@

3.1 Co

3.1.1

couche

couche Bur a sa
surface nement
homéot collectif
des mo couche
d'aligne

3.1.2

phase chirale
phase cristal liquide présentant une torsion spontanée

3.1.3

phase cholestérique

phase cristal liquide présentant un arrangement nématique planaire dans lequel les directeurs
forment une hélice dont I'axe est perpendiculaire au plan de I'arrangement

3.1.4
point d'éclaircissement
température de transition de la phase cristal liquide vers la phase isotrope

1) A publier.
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IEC 60747-5:1992, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 5:
Optoelectronic devices

IEC 60747-10:1991, Semiconductor devices — Part 10: Generic specification for discrete

devices

and integrated circuits

IEC 60748 (all parts), Semiconductor devices — Integrated circuits

IEC 60749:1996, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61747-5, — Liquid crystal and semiconductor devices — Part 5: Environmental, endurance
and mechanical test methods?)

Compot

ents (IECQ)

QC 001p02:1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment S stem\%ectronic

ISO 10d
other ur

ISO 110
orientat

ISO 285

ISO 860
Represé

3 Tern
For the
3.1 Ph

3.1.1
alignme
a thin 13
at the
alignme
liquid cr

the pretif

0:1992, S! units and recommendations for the use of the
its

1:1983, Technical drawings — Geometrical toler
on, location and run-out — Generalities, definitions, s

1:1988, Data elements and formation

bntation of dates and times

ninology
purpose of standa

sical concepts

ht layer

3.1.2

chiral phase

a liquid

3.1.3

rystal phase exhibiting a spontaneous twist

cholesteric phase
a liquid crystal phase that exhibits planar nematic ordering in which the directors form a helix

that has its axis perpendicular to the plane

3.1.4
clearing

point

and o >certain

f form,

interchange —

director

leotropic

g of the

herating

the phase transition temperature of a liquid crystal for transition toward the isotropic phase

1) Tobe

published.
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3.1.5

cristal liquide dichroique

cristal liquide présentant du dichroisme, c'est-a-dire la propriété d'absorption anisotrope de la
lumiére

3.1.6

directeur

vecteur unité représentant localement I'axe de symétrie de la fonction de distribution des
orientations d'un axe particulier pour toutes les molécules d'un cristal liquide. Les composantes
du directeur définissent I'alignement local du cristal liquide.

3.1.7

disclinajson

défaut ¢'alignement localisé (apparaissant généralement sous formre nées ou
ouvertes) marquant la frontiere qui sépare des zones présentaR 5 'yement
différents

3.1.8

phase npésomorphe discotique

phase ¢ristal liquide dont les molécules ressemb 3 es et présentent un

arrangement a grande distance par rapport au petit axe d

3.1.9
diffusion dynamique
effet élgctro-optique consistant en la diffusi N es dans
une cou

3.1.10
biréfrindence contrdlé
effet élgctro-optique c4

par un ghamp éleitriq

3.1.11
couche des électr
couche | électriqguem
d'oxyde|d'ingi et d'é

delabiréfringence d'une couche de cristgl liquide
Qmmé «BCE».

habituellement transparente (par exemple, cdnstituée
O»), recouvrant les plaques supports et gravée pour établir la

configunation\de I'a contacts électriques
3.1.12
cristal li roélectrique

phase cfistal _liqui ésentant une polarisation électrique spontanée

PRSI " gl } oy L il b Lo
NOTE - CCL chict Tol LUUTAlTt Udalls TTo LTS tdUA TTYUTUT S STTTTULYUTS LITITAUA.

3.1.13

effet invité-hote

effet d'absorption optique anisotrope survenant dans une couche de cristal liquide dichroique
gui contient un colorant dissous

3.1.14

alignement homéotrope

etat d'alignement d'une couche de cristal liquide dans laquelle le directeur est en tous points
perpendiculaire ou quasi perpendiculaire a la surface d'une plaque support
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3.1.5
dichroic
a liquid

3.1.6
director

liquid crystal
crystal exhibiting dichroism, i.e. the property of anisotropic absorption of light

the axial unit vector describing the local axis of symmetry for the orientational distribution
function of any chosen molecular axis of a liquid crystal. The director co-ordinates define the
local alignment of the liquid crystal.

3.1.7

disclina
a locali
forming

3.1.8

discotic
a liquid
respect

3.1.9
dynamid

an electro-optical effect showing a lig

the border between areas exhibiting different alignment state

mesophase

to the short molecular axis

scattering
lehit motion in a liqui

layer inquced by an electro-hydrodyna

3.1.10

electrically controlled birefringence

an elecjro-optical effect 4 y th i of a liquid crystal layer which
modulafed (varied) by an ele ield. ItNsXe "tunable birefringence"

3.1.11

electrode layer

an electrically condgdctiv ally Aransparent (e.g. made of indium tin oxide
covering the su and patfe€rned to establish the display and electrical

configunation

3.1.12
ferroele
a liquid

NOTE - T

his effect issgompmonly exhibited in chiral smectic liquid crystal.

ion
ved alignment defect (appearing generally under the form of Ctos N

crystal phase of disc-like shaped molecules exkibifi \ \ge order

n lines)

ng with

] crystal

can be

HITO"),
contact

3.1.13

guest-host effect
an anisotropic optical absorption effect occurring in a dichroic liquid crystal layer containing a
dissolved dye

3.1.14

homeotropic alignment
the alignment state of a liquid crystal layer for which the director is everywhere nominally
perpendicular to a support plate surface
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3.1.15

alignement planaire

etat d'alignement d'une couche de cristal liquide dans laquelle le directeur est en tous points
paralléle ou quasi paralléle & la surface d'une plaque support. Cet alignement est aussi appelé
«alignement homogéne».

3.1.16

cristal liquide

un cristal liquide est un matériau qui présente une phase mésomorphe composée de molécules
allongées (semblables & des béatonnets) ou semblables & des disques (discotiques) et qui
posséde au moins un arrangement a grande distance des orientations d'un axe des molécules

3.1.17
cellule g cristal liquide

structurg plane composée d'au moins deux plaques supports enfe
liguide. La distance entre les plaques est de I'ordre de quelques ni

ntresel UI> cristal

3.1.18

mésophse (phase mésomorphe)

etat ordpnné de la matiére survenant entre une phasg phase liquide fisotrope
et qui présente certaines propriétés des phases( voisin Aple la fluidifé et la

biréfrindence

3.1.19
phase nématique
phase dristal liquide présentant un arr de distance des orientations ¢'un axe
des molrécules (cristal liguide nématiqu axes des molécules (cristgl liquide

u

nématigue biaxe)

3.1.20
angle d¢ préinclinajson
angle entre le p@.l g L etNeAdirecteur adjacent du cristal liquide

3.1.21
couche
couche gues supports et entourant le cristal liquide pour |assurer
I'étanchpité i ité clule cristal liquide

3.1.22
phase s
phase d ractérisée par au moins un arrangement de position unidimensjonnel a
grande flistance des molécules et par un arrangement a grande distance des orientatipns d'un
axe des molecules

3.1.23

cales d'épaisseur

matériau (par exemple spheres ou cylindres calibrés) placé a l'intérieur d'une cellule cristal
liquide pour assurer la constance de la distance entre les plaques supports

3.1.24

plaque support

plague généralement transparente, par exemple un feuillet de verre ou de plastique, recouverte
de plusieurs couches (électrodes, couche de scellement et couche d'alignement de surface),
constituant la structure mécanique d'une cellule a cristal liquide
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3.1.15

planar alignment

the alignment state of a liquid crystal layer for which the director is everywhere nominally
parallel to a support plate surface. This alignment is also referred to as homogeneous.

3.1.16

liguid crystal

a liquid crystal is a material that exhibits a mesophase consisting of elongated (rod-like) or
disc-like (discotic) molecules and that possesses at least one long range orientational ordering
with respect to one molecular axis

3.1.17
liquid crlystal cell
a flat structure consisting of a minimum of two support plates with Ji
the spa
meters.

ained in
}micro-

3.1.18

mesoph
an orde ic g \ases, exhibiting some
of the p '

3.1.19
nematic|phase
molecul
molecul

of one

3.1.20
pretilt apgle
the anglle between the |p

3.1.21
sealing |ayer

a layer [situated bé
hermetigi

sure the

3.1.22

smectic
a liquid
ordering

nsitional

3.1.23
spacer
a material incorporated into a liquid crystal cell (e.g. calibrated spheres or cylinders) to ensure
a constant distance between the support plates

3.1.24

support plate

plate, generally transparent, made of e.g. glass or plastic sheet, covered with several layers
(electrodes, sealing and surface alignment layers), forming the mechanical structure of a liquid
crystal cell
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3.1.25
angle de torsion

angle orienté formé par les projections sur l'une des plaques supports d'une cellule nématique

en hélice des directeurs respectifs a la surface des plaques supports

3.1.26
structure nématique en hélice
etat d'un cristal liguide nématique caractérisé par une structure torsadée

3.2 Termes généraux

3.2.1
surface Jactive
partie de la surface d'un écran d'affichage occupée par les éléments d

3.2.2
afficheur a adressage par matrice active

disposit|f d'affichage & adressage matriciel ou chaque éléf
élément de commutation (par exemple, diode ou transi

3.2.3
afficheur alphanumérique
disposit|f d'affichage capable de présentex uk
des lettrles et des chiffres

3.24
afficheufr émissif

nmoins un

imité de@r steres comprenant ay moins

afficheur contenant sa (sé S ). propre(s). Cette lumiére peut étre produite
par le tfansducteur luip ne oy plusieurs source(s) de lumiére irfterne(s)

modulég(s) par le trans

3.2.5 Q

echelle de gris
un afficheur est
de deux|

3.2.6
cellule d

glle de gris s'il peut afficher des images fournissfant plus

cellule i g Ui ilisée pour présenter de l'information grace a la modulatign de la

lumiére

3.2.7

module d'affichage a cristaux liquides

unité d'affichage combinant une cellule d'affichage a cristaux liquides et son électronique de
commande. Des options supplémentaires sont possibles, telles que rétroéclairage, accessoires

de montage, etc

3.2.8
afficheur matriciel

dispositif d'affichage ou les pixels sont régulierement distribués en lignes et en colonnes

3.2.9
afficheur monochrome

dispositif d'affichage n'utilisant qu'un contraste de couleur, ou un contraste noir sur blanc
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3.1.25

twist angle

the oriented angle between the projections of the respective surface directors at the support
plates on to one of the support plates of a twisted nematic cell

3.1.26
twisted nematic structure
a nematic liquid crystal state characterized by a twisted structure

3.2 General terms

3.2.1
active afea
part of g4 display screen area delimited by picture elements

3.2.2
active matrix-addressed display

a matrix-addressed display device in which each picture g
element (e.g. diode or transistor)

ast one spitching

3.2.3
alphanumeric display
a display device that is able to present
numerals

s ncluding at least letfers and

3.2.4
emissive display
a displaly that contains itsCown _solrce
itself or|provided by ong orxporelnterna

) of% This)light can be produced by the transducer
ight' source(s) modulated by the transducer.

3.2.5

grey scale Q
display s said to ha

luminange levels

apabjlity if it can display images providing more than two

liquid crygsta Rat d to modulate light to present information

unit combining a liquid crystal display cell with drive electronics. Additionall options
are possible such as backlight, mounting brackets, etc.

3.2.8
matrix display
a display device consisting of regularly distributed pixels arranged in rows and columns

3.2.9
monochrome display
a display using only one colour or black and white contrast
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3.2.10
pixel
le plus petit élément capable de générer toutes les fonctions visuelles d'un afficheur

3.2.11
afficheur réflexible
dispositif d'affichage qui module par réflexion la lumiére d'une source externe

3.2.12

segment
pixel dédié a un affichage particulier, par exemple une certaine partie d'un symbole
alphanumérique ou un signe spécial

3.2.13
effet mmoire
propriétg d'un élément d'image qui permet de continuer a affi ' atian visu€lle aprés
cessatign de l'activation de I'élément d'image

3.2.14
afficheufr transflexible

disposit|/f d'affichage qui module par réflexion
transmigsion, a travers un réflecteur semi

et par

3.2.15
afficheufr transmissible

disposit|f d'affichage qui module par trs e d'une source externe

3.2.16
cbne delisibilité
domaing¢ angulaire tri

spécification vis@e

prend toutes les directions pour lesquelles la

3.2.17

zone d'gbservati

la surfgce acti .3 gmentée de toutes les surfaces contigués qui affichent de
I'informationcvi (g ou un fond d'affichage

3.3 Tel i x valeurs limites et aux caractéristiques

3.3.1
adressagé
opération-de-sétection-danstespace etfot-danstetemps—des stxets—aactiverot—a—désactiver

3.3.2

contraste [VEI 45-25-265]

influence réciproque de deux impressions visuelles juxtaposées dans l'espace ou dans le
temps
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3.2.10
pixel
smallest element that is capable of generating full functionality of a display

3.2.11
reflective display
a display device that modulates light from an external source by reflection

3.2.12

segment
a segment is a special purpose dedicated pixel, e.g. a specific portion gf_an alphanumeric
symbol,[or a sign by itself

3.2.13
storage |effect

the progerty of a picture element in which the visual informatiop
has beejn removed

e aftivation

3.2.14
transfleg¢tive display
a displgy device that modulates light from an exte
source by transmission through a semitr

eCtion or from |another

3.2.15
transmigsive display
a displa

3.2.16
viewing
the view

3.2.17

viewing
the acti
display

ous areas that display permanent visual informagion or a

3.3 Te

4

characteristics

3.3.1
address
selectinf the-pixels\ii’space and/or time for activation or deactivation

3.3.2

contrast [IEV 45-25-265]

subjective assessment of the difference in appearance of two parts of a field of view seen
simultaneously or successively
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3.3.3
rapport de contraste
rapport de la luminance la plus élevée, Ly, et de la luminance la plus basse, L, mesurée par le

rapport de contraste, CR, défini par:

(Voir 2.22 de I'lSO 9241-3)

3.3.4

adressajge direct

meéthod¢ d'adressage consistant & appliquer un signal & un plot qui corgéspond a usysdul pixel.
Dans cg¢ cas, tous les pixels peuvent étre adressés soit individuellgivent, soithen grpupe ou
simultanément

3.3.5
circuit dlfadressage

disposit|f qui transforme l'information d'adressage en
sélectiohner un pixel. Les mémes signaux peuvent aug

appropr|és pour

3.3.6

taux de [multiplexage

inverse [du nombre de groupes de pixe 5 ressage
multipleké (par exemple, inverse du nombx i triciel)
3.3.7

caractélistique électro-op{
variatiom d'une proprié
valeurs de commande

tion des

3.3.8
polarité |d'image
relation|entre la |

La prés et celle

d'image

sélectionnant des groupes de pixels dans le temps et dans l'espace.

NOTE - Un exemple type est un écran possédant des lignes et des colonnes croisées.

3.3.10

commande multiplexée

méthode de commande temporelle dans laquelle un premier ensemble de groupes de pixels
est sélectionné séquentiellement une fois par période trame, et un second ensemble de
groupes de pixels croisés est sélectionné en fonction de lI'image qui doit étre affichée

NOTE — Un exemple type est celui d'une cellule comportant des électrodes lignes et colonnes croisées ou l'on
sélectionne une ligne a la fois.
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3.3.3
contrast ratio

the ratio between the higher, L, and lower, L, luminances that define the feature to be

detected, measured by contrast ratio CR, defined as:

CR:L_H
Ly

(see 2.22 of ISO 9241-3)

3.3.4

direct aildressing
a methqd of addressing by applying a signal to a terminal that corresp S
Hence, pll pixels can be addressed individually, in groups or simultaneqQusly

3.3.5
driver
a devic¢ that transforms the address information into driyi
pixel. The same signals may also activate the pixel.

3.3.6
duty ratjo
the rec|procal value of the number
addressing scheme (e.g. the reciproca
addressing scheme)

3.3.7
electro-pptic characteristig
the variaition of a photome
drive quantities (voltage™ar ¢

3.3.8 Q

image plolarity

the relationship b ghtness and image brightness.

The prep
and dar

ages on a darker background is designated by
background is designated by positive polarity.

3.3.9
matrix ajddressi

a methqd_of-addressihg in which a pixel is selected by applying signals to the termirn

corresppnd+to its row and column. Hence, an individual pixel is addressed by

arice or contrast) as a function of €

negative

ixel only.

bcting a

hultiplex
b matrix

lectrical

polarity,

als that

selectind

groups

in space and time.

NOTE — A typical example is a panel with row and intersecting column electrodes.

3.3.10
multiplex driving

a method of temporal driving in which a first set of pixel groups is selected in a sequence once
in a time frame and a second set of intersecting pixel groups is selected according to the

pattern to be displayed

NOTE - A typical example is a cell with row and intersecting column electrodes in which one row is selected at a

time.
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3.3.11
commande statique

méthode de commande dans laquelle tous les pixels sont adressés simultanément et

constamment
4 Aspects techniques

4.1 Ordre de priorité

En cas de prescriptions contradictoires, I'ordre de priorité des documents de référence doit

étre le suivant:

a) spécification particuliere;

b) spécification particuliére cadre;

c) éventuelle spécification de famille;
d) spécification intermédiaire;

e) spécification générique;

f) spécffication de base;

g) régles de procédure IECQ;

h) tout @utre document international (pax ex. CEl]
i) document national.

Le mémle ordre de priorité doit étre respec

4.2 Tefminologie, unités

La ternjinologie doit
CEI 600507) -

Les unites, sym@

normes|suivantes:

CEl {
CEl ¢
ISO
Toute a

spécification-g

définie gelon-tes princ€ipes énoncés dans les normes ci-dessus.

t de la

enir des

et terminologie propre a I'un des dispositifs traités par la présente
doit provenir des normes CEIl ou ISO appropriées (voir 2)

ou étre

4.3 Plages préférentielles de température, d’humidité et de pression

La CEIl 61747-5 donne les valeurs préférentielles de température, d’humidité et de pression,
relatives a la mesure des caractéristiques des dispositifs, aux essais et aux conditions de

fonctionnement.

4.4 Marquage
4.4.1 Identification des dispositifs

Le marquage figurant sur les dispositifs doit permettre leur identification précise.

1) (Vocabulaire Electrotechnique International)
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3.3.11
static driving
a method of driving in which all pixels are addressed simultaneously and constantly

4 Technical aspects

4.1 Order of precedence

Where there are conflicting requirements, documents shall rank in the following order of
authority:

a) the detaitspecificatior;

b) the blank detail specification;

c) the family specification, if any;

d) the sgectional specification;

e) the generic specification;

f) the basic specification;

g) the IECQ rules of procedure;

h) any gther international (e.g. IEC) documents to
i) a national document.

The sa

4.2 Te

Terminglogy shall, where¥

Units, draphical and

standargls:
IEC 60027;
IEC 60617;
ISO 1000,

Any oth r terminology peculiar to one of the devices covered by this|generic

specifichti from the relevant IEC or ISO standards (see 2) or derived in
accordance™wj ineiples of the standards listed above.

4.3 Preferfed values of temperature, humidity and pressure

Preferred values of temperature, humidity and pressure for the measurement of
characteristics, for tests and for operating conditions, are given in IEC 61747-5.

4.4 Marking
4.4.1 Device identification

The marking on the device shall enable clear identification of the device.

1) (International Electrotechnical Vocabulary)
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4.4.2 Tracabilité des dispositifs

Les dispositifs doivent porter un code de tracabilité permettant de les rattacher a un lot de
production ou de contréle donné.

4.4.3 Conditionnement

Le marguage figurant sur I’'emballage doit indiquer

a) le cod
b) le ou |

e d’identification du dispositif;
es codes de tracabilité des dispositifs;

c) le nof

d) les pfécautions requises, le cas échéant.

NOTE -

4.5 Cafégories de qualité assurée

La présénte spécification générique propose trois catégori

icables.

Spositifs

sont reqroupés au sein d'un lot de contréle identi elon les
criteres|des catégories de qualité spécjfie pupe de
contrbélg peuvent varier pour chaque c i gequent étre conformes aux

spécifications particulieres.

Les pre

Catép

Caté

Caté

orie |

onctiennement. Tous les trois mois, un lot

pes™A et B, sur une base lot-par-lot, et a celles du groupe C,
jodique.

s intermédiaires ou particulieres cadres doivent définir les pres
s/pedr ch e catégorie. Une spécification particuliere peut contenir des pres

gories |l

L _aux prescriptions de contréle du groupge A, qui

satisfait
ion des
0le des

sur une

contrble
sur une

Criptions
Criptions

Les sp
minimal
supplémentaires, portant notamment sur la sélection, qui complétent celles des spéci

ications

génériques, intermédiaires ou particuliéres cadres.

4.6 Sélection

Une sélection est un examen ou un essai effectué sur I'ensemble des dispositifs d'un lot.

Si les spécifications particuliéres I'exigent, tous les dispositifs du lot doivent étre sélectionnés
en étant soumis a l'une des séquences données dans le tableau correspondant des
spécifications intermédiaires ou particuliéres cadres. Tous les dispositifs défectueux doivent
étre retirés. D’autres séquences non spécifiées dans la présente norme sont applicables
uniquement si les séquences ci-dessus ne sont pas en rapport ou sont en contradiction avec
des mécanismes de défaillance reconnus. Si une partie du procédé de sélection, tel qu'il est
défini dans le tableau correspondant des spécifications intermédiaires ou particuliéres cadres,
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4.4.2 Device traceabillity

The device shall be provided with a traceabillity code which enables back-tracing of the device

to a certain production or inspection lot.

4.4.3 Packing
Marking on the packing shall state:

a) the device identification code;
b) the traceability code(s) of the enclosed devices;

c the gl oy Af anmalacad Aoy
TToCT O CTIcToSTtT ucvn.,co,

d) the required precautions, if any.

This marking shall be in accordance with custom regulations.

NOTE - Additional requirements can be specified in the relevant detail specifi

4.5 Categories of assessed quality

This generic specification provides three categori
grouped in an identified and date-coded inspectign

ices are

[l quality

categories. The AQLs or LTPDs assocje or each
category and shall be as specified in t

The minimum requirements of the categ
Cate qualification approval of categoties Il or
equirements of group A which |ncludes
, one lot meets the ingpection
i ability. Annually, one lot meets the [group B

jrements (see 5.6.1).
Cate S { ction requirements of group A and group B ¢n a lot-
3 S p C on a periodic basis.
Cate : ened and meets the inspection requirements of [group A
Qn afot-by-lot basis, and of group C on a periodic basis

The segtio » iNspecifications shall define the minimum requirements for each
category 'ecm ation may contain requirements, including screening requifements,

additionpl to W the generic, sectional or blank detail specification.

4.6 Screening

A screening is an examination or test applied to all devices in a lot.

When required by the detail specification, all devices in the lot shall be screened by submitting
them to one of the sequences given in the relevant table of the sectional or blank detail
specification, and all defectives removed. Other sequences not specified in this standard are
applicable only where the above sequences are not correlated or are in contradiction with
recognized failure mechanisms. When a part of the screening process as given in the relevant
table of the sectional or blank detail specification forms part of the manufacturing process in
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fait partie du processus de fabrication de la séquence prescrite, il est inutile de répéter ces
procédures. Pour les besoins de la présente spécification, le vieillissement artificiel est défini
comme une contrainte thermique et électrique appliqguée a I'ensemble des dispositifs d’'un lot
pendant une période de temps spécifiée, en vue de déceler et d’éliminer des défaillances

potentie

lles prématurées.

4.7 Traitement

Voir la CEl 60747-1, chapitre IX.

Un avertissement adéquat doit étre affiché dans le cas d’emploi de produits nocifs (par ex. Be0).

5 Prodg

L’évalug
5.5, sui
nécessa

Les ess
effectud
cas, le
['Thomoldg

5.1 Ad

Un type
énoncég

5.1.1 P

La premiére étape

particuli

5.2 Inf

Si une

doit étrg i

I'organid
procéd

5.3 Co

édures d’'évaluation qualité

tion qualité comprend la procédure visant a obtenir ’homoldgatig définie en

5 essais du groupe D peuvent également par exemp
gation.

missibilité a I'homologation

bs dans I'article 11 de la CEI Q( OO%S

remiere étape de

eres cad

ance (ONS) que les prescriptions figurant dans les rg
2.2 de la CElI QC 001002 ont été respectées.

hstitutionndes ots de contrble

Voir les

ction si

ils sont
certains
e pour

océdure

ires ou

ial, elle

gles de

régles de procédure énoncées en 12.2 de la CEI OC 001002.

5.4 Dispositifs a structure similaire

Voir les

régles de procédure énoncées en 8.5.3 de la CElI QC 001002.

Les détails concernant les groupements sont donnés dans les spécifications intermédiaires ou
particuliéres cadres applicables.
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the prescribed sequence, these procedures need not be repeated. For the purpose of this
specification, burn-in is defined as thermal and electrical stress applied to all devices in a lot
for a specified period of time for the purpose of detecting and removing potential early failures.

4.7 Handling

See IEC 60747-1, chapter IX.

Adequate warning shall be displayed in the case of harmful products (e.g. Be0).

5 Quality assessment procedures

fined in

Quality pssessment comprises the procedure for obtaining qualificatio
i ening if

5.5, follpwed by quality conformance inspection on a lot-by-lot ba
required) and on a periodic basis as qualified in the detail specificati

The quglity assessment tests are subdivided into group A, B an \ rformed
lot by lof or periodically, as defined in 4.5. In some cases, gfo X teR pecified,
for example, for qualification approval.

5.1 Eligibility for qualification approval

A type @ b of IEC

QC 001p02, clause 11, are satisfied.

5.1.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of man i ' e(%e sestional or blank detail specification.
5.2 Commercially confidentjal info

If any dart of t )
identified, and the” ghj

Superviging Inspe
of IEC ¢

suitably
National
n 10.2.2

5.3 Fo

See the

5.4 Structurally similar devices

See thelrules of prnm:rhlrn gi\/nn in8.530f IEC QC 001002

Details concerning grouping are given in the relevant sectional or blank detail specifications.
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5.5 Octroi d’homologation

Voir les regles de mode opératoire données en 11.3.1 de la CEI QC 001002.

Les méthodes a) ou b) qui y sont définies peuvent étre utilisées au gré du fabricant, sous
réserve de respecter les prescriptions de contréle données dans les spécifications
intermédiaires ou particuliéres cadres. Les prélevements peuvent étre composés de dispositifs
appropriés d'une structure similaire. Dans certains cas, des essais du groupe D sont requis
pour I’homologation. Toutes les mesures de variables exigées par les spécifications
particuliéres en tant que points-limites de post essai doivent étre enregistrées comme données
de variables.

Le rapplort d’homologation doit comprendre, pour tous les groupes et |lés sous-greypes, un
résumé|de tous les résultats d’'essai, y compris le nombre de dispositi is 2 ai et le
nombre|de dispositifs défectueux. Ce résumé doit étre établi a partir de : ariables
et/ou dgs données d’attributs.

Le fabricant doit conserver toutes les données, afin de les 1 Qragani national de
surveillgnce, a sa demande.

5.6 Contréle de conformité a la qualité

Le contfble de conformité a la qualité dqit étre cd
B, C ou|D, tel que spécifié.

upes A,

Pour led Spositifs

Les pré ¢ lusieurs
lots aygnt passé avecnsucoes le ividuels
doivent y Pres.
5.6.1 D

Les lign ications
particuli

5.6.1.1

Ce grou roles visuels et les mesures électriques a effectuer lot par|lot, afin
d’évalud rincipales propriétés d'un dispositif. Sauf spécifications contrairgs, des
groupen ructure similaire ne sont pas autorisés.

Le controle de groupe A se subdivise en sous-groupes, de la fagon suivante:

Sous-groupe A1 Il comprend un examen visuel, tel que spécifié en 6.2.1.
Sous-groupe A2 Il comprend des mesures portant sur les caractéristiques primaires du
dispositif.

Sous-groupes

A3 et A4 Ces sous-groupes peuvent ne pas étre exigés. lls comprennent des
mesures portant sur les caractéristiques secondaires du dispositif. Les
prescriptions exactes pour chaque catégorie de dispositifs sont données
dans les spécifications intermédiaire ou particuliere cadre. Pour des
mesures données, le choix entre les sous-groupes A3 et A4 est
principalement déterminé par le désir d'effectuer ces mesures selon un
niveau de qualité donné.
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5.5 Granting of qualification approval

See the rules of procedure given in 11.3.1 of IEC QC 001002.

Method a) or b) of the rules of procedure may be used at the manufacturer's discretion in
accordance with the inspection requirements given in the sectional or blank detail
specifications. Samples may be composed of appropriate structurally similar devices. In some
cases, group D tests are required for qualification approval. All variables measurements called
for as post-test end-points in the detail specification shall be recorded as variables data.

The qualification report shall include a summary of all the test results for each group and
subgroup, including number of devices tested and number of devices failed. This summary
shall be|derived from variables and/or attributes data.

The mapufacturer shall retain all data for submission to the NSI on dég

5.6 Quplity conformance inspection

Quality fonformance inspection shall consist of the examif A B, C

and D, as specified.

roups A
bd for in

Sampleg
and B in
the detdil specification.

5.6.1 Djivisi

The follpwing guideline

5.6.1.1 |Group @

This grqup prescribe
lot-by-lot basis
structur

de on a
becified,

Group A fito appropriate subgroups as follows:

bgroup comprises a visual examination as specified in 6.2.1.

SubgroupA is subgroup comprises measurements of primary characteristigs of the
evice.

Subgroups

A3 and A4 These subgroups may not be required. They comprise measurements of
secondary characteristics of the device. The correct requirements for each
device category are given in the relevant sectional or blank detail
specification. The choice between subgroups A3 or A4 for given
measurements is essentially governed by the desirability of performing
them at a given quality level.
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5.6.1.2 Contréle du groupe B (lot par lot, excepté pour la catégorie I, voir 4.5)

Ce groupe prescrit la procédure a appliquer pour I'évaluation de certaines autres propriétés du
dispositif. Il comprend des essais d’endurance mécaniques, climatiques, électriques et
optiques, qui peuvent normalement étre effectués en une semaine, ou selon les prescriptions
des spécifications intermédiaires ou particuliéres cadre applicables.

5.6.1.3 Contréle du groupe C (périodique)

Ce groupe prescrit la procédure a appliquer périodiguement pour I'évaluation de certaines
autres propriétés des dispositifs. Il comprend des mesures électriques et optiques, ainsi que
des essais mécaniques, climatiques et dendurance appropriés pour un controle trimestriel

(catégopes—H—etH—eu—annuel{ecategorie—eu—tel—-gue Hications
intermédliaires ou particulieres cadres applicables.

5.6.1.4 |Division des groupes B et C en sous-groupes

Afin de [permettre la comparaison et de faciliter, le cas échéaqt, le\pass be B au
groupe [C, et inversement (voir 5.6.3), les essais effectué ont été

divisés en sous-groupes possédant un numéro identique pd

Cette dijision est donnée ci-dessous.

Soug-groupes B1/C1 lls compr % atrélant I'interchangeabilité

Soug-groupes B2a/C2a S 3 S € ant les propriétés élgctriques

Soug-groupes B2b/C2b N es poussant plus avant I’évalujation de
i : i optiqgues des
ay préalable dans le groupe A. Ces esures
s conditions différentes de tengion, de

Soug la vérification des caractéristiques ndminales

ifs, le cas échéant.
Sous v yrennent des essais destinés a évaluer la rolustesse

comprennent des essais destinés a évaluer l'aptitude a
terconnexion des dispositifs.

Sous

Ils comprennent des essais destinés a évaluer la répistance
climatique, par exemple, la résistance aux variatipns de
température, I'étanchéité.

Sous-groupes B6/C6 Ils comprennent des essais destinés a évaluer la répistance
mecanigue, par eXemple, la resistance aux vibrauons, aux chocs.

N

Sous-groupes B7/C7 Ils comprennent des essais destinés a évaluer I'aptitude des
dispositifs a résister a une humidité prolongée.

Sous-groupes B8/C8 s comprennent des essais destinés a évaluer les
caractéristiques de défaillance des dispositifs, au cours d’'un
essai d’endurance.

Sous-groupes B9/C9 IlIs comprennent des essais destinés a évaluer les propriétés
électriques et optiques des dispositifs, dans des conditions
d’entreposage a des températures extrémes.

Sous-groupes B10/C10 lls comprennent des essais destinés a évaluer les performances
des dispositifs au cours de variations de pression atmosphérique.
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5.6.1.2 Group B inspection (lot-by-lot, except for category I, see 4.5)

This group prescribes the procedures to be used to assess certain additional properties of the
device, and includes mechanical, climatic, electrical and optical endurance tests that can
normally be performed in one week or as specified in the relevant sectional or blank detail

specification.

5.6.1.3 Group C inspection (periodic)

This group prescribes the procedures to be used on a periodic basis to assess certain
additional properties of the devices, and includes electrical and optical measurements,
mechanical, cllmatlc and endurance tests appropnate for checklng at mtervals of e|ther three

months

or blank deta|l specmcatlon

5.6.1.4 |Division of group B and group C into subgroups

ectional

To enahle comparison and to facilitate change from group B to 9. X ' ba when
necessgry (see 5.6.3), tests in these groups have been divided a ring the

same nyimber for corresponding tests.

The division is as given below.

Subgroups B1/C1
Subgroups B2a/C2a

Subgroups B2b/C2b

Subdroups B%EZC
Subjroups B3

change-
optical

hat further assess some| of the
haracteristics of the device |already
by measurement under different |voltage,

ecification of ratings of the device, where apprppriate.
mprise tests intended to assess mechanical robustnegs of the

e tests intended to assess interconnection abilify of the

mprise tests intended to assess the ability of the dpvice to
withstand climatic stresses, for example change of temgerature,
sealing.

Comprise tests intended to assess the ability of the dpvice to
withstand mechanical stresses, for example vibration, shqck.

Subgroups B8/C8

Subgroups B9/C9

Subgroups B10/C10

Comprise—tests—mtended—to—assess—the—abitityof the—device to
withstand long-term humidity.

Comprise tests intended to assess failure characteristics of the
device under endurance testing.

Comprise tests intended to assess electrical and optical
properties of the device under storage conditions at extremes of
temperature.

Comprise tests intended to assess performance of the device
during variations of air pressure.
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Sous-groupes B11/C11  lls comprennent des essais portant sur la permanence du
marquage.
Sous-groupe CRRL Il fournit la liste d'une sélection d’'essais et/ou de mesures

effectués dans les sous-groupes précédents, et dont les r

ésultats

doivent figurer dans le registre certifié des lots acceptés (CRRL).

Ces sous-groupes peuvent ne pas étre tous obligatoires.

5.6.1.5

Contr6le du groupe D

Ce groupe prescrit uniguement les procédures a appliquer tous les 12 mois ou celles relatives
a I'homologation.

5.6.2 Plrescriptions de contrdle

Les prog¢édures statistiques d’échantillonnage décrites en 5.7 doivent étre

5.6.2.1 |Critéres de rejet d’'un lot

Les lots|ne satisfaisant pas au contréle de conformité de la gualité A ou B doivent
étre reflisés. Sl au cours de ce controle des dISpOS ifs nexsa s a’l’essai d’'yn sous-
groupe, peut I au contrdle| et le lot
doit étrg s\C(itéres, des' groupes A et B. Si utTe lot est
retiré ppur cause de non-satisfactio [ @ confprmité a la qualifé, sans
toutefois & is a 8, | dérécomme un lot rejeté.

5.6.2.2

Les lots| défaillants ayant eté ilés e celq etait techniquement possible, el soumis
a un nouveau contrdle d i i i ispositifs
compris| dans le lot djari chaque
groupe A et B. Les lots s® aux lots
et étre clairemept™Nde ivient étre
rééchantillonnés tréle du
groupe A.

5.6.2.3

Si la dé matériel
d’essai sai (sur
accord dle I'o e RCLA)
et étre|soumise blication
détaillég sur-l'invalidité de I'essai.

Le contrdleur doit décider si des dispositifs de remplacement provenant du méme lot de
contrble peuvent étre ajoutés a I'échantillon. Les dispositifs de remplacement doivent étre
soumis aux mémes essais que les dispositifs refusés avant la survenue de la défaillance, ainsi
gu'a tous les autres essais spécifiés auxquels les dispositifs refusés n’ont pas été soumis
avant la survenue de la défaillance.
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roups B11/C11 Comprise tests on the permanence of marking.

roup CRRL: Lists a selection of tests and/or measurements made in the
preceding subgroups, the results of which shall be presented in
the Certified Record of Released Lots (CRRL).

ubgroups may not all be required.

Group D inspection

This group prescribes the procedures to be carried out at intervals of 12 months or for
gualification approval only.

5.6.2

M

The sta

5.6.2.1

Lots falil
shall ndg

spection requirements

istical sampling procedures described in 5.7 shall be used.

subgro
be ter

withdrawn in a state of failing to meet qualit

Criteria for lot rejection
ing to meet the quality conformance inspection of Epection
t be accepted. If, during quality conformance _inSpectio es fail a tgst in a

tion can
a lot is
not re-

r quality
lot and

pts. Re-
iteria of

Dr error,
RRL by
why the

Ction lot

submitted, it shall be considered a rejegted lot.

5.6.2.2 |Re-submitted lots

Failing lots, that have been reworked whenctechnically ssible and are resubmitted fo
conformance inspection, ll coptain nches t"were included in the original
shall be| re-submitted onlxonce inspeetion group (group A and B). Re-submifted lots
shall be kept separate hall be) clearly identified as re-submitted |
submitted lots shall bg d inspected for all the inspection cH
group Al

5.6.2.3 nt failure or operator error

If any devices ar i e failed as a result of faulty test equipment or operat|
the faildires M the test record (but may be excluded from the
agreem i all be submitted along with a complete explanation of
failures

The chi all decide whether replacement devices from the same inspe
may be sample. Replacement devices shall be subjected to the same

which th

endiscarded devices were subjected prior to failure and to any remaining specif

tests to
ed tests

to which the discarded devices were not subjected prior to failure.
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5.6.2.4 Procédure a suivre en cas de défaillance dans les essais périodiques

Si une défaillance du groupe B survient, les essais correspondants du groupe C (voir 5.6.1.4)
sont invalidés. En cas d’essais périodiques défaillants pour des raisons autres qu’un dispositif
d’essai défectueux ou une erreur de I'opérateur, se référer aux régles de procédure en 12.6 de
la CEI QC 001002 avec les modifications suivantes:

-12.6.1 a): «suspendre I'acceptation dans le cadre du systéme de tous les composants
du groupe de structure similaire.»

-12.6.4 a): «la procédure d’acceptation dans le cadre du systéme des lots de contrble
corrigés doit étre reprise immédiatement aprés correction des défauts de
fabrication »

-12.4.8: «Lorsque I'homologation ou l'agrément de savoi 3 tiré, en
application des dispositions du paragraphe 12.6. z cédure,
il peut étre rétabli par une procédure simplifiée }is des
éléments ayant provoqué la défaillance) fixg { onal de

surveillance.»

5.6.3 Procédure complémentaire pour contrble restrein
5.6.3.1 |Groupe B

Une prgcédure spéciale pour un co [ rmet au
fabricant, dans le cadre d’'un contréle\pormal\ d’'eff is appropriés du grioupe B,
tous leg| quatre lots, I'intervalle maximal\é e lieu d’effectuer des egsais lot
par lot gour tous les sous-groupes du cg [ 3l chaque
sous-gr i iti

La conditi tréle du

groupe tillon ne
satisfait contrble
restreinf.

5.6.3.2

spécifié pour des essais périodiques, il peut étre ¢tendu a
essais périodiques successifs aient été concluantg a trois
; un intervalle normal de trois mois doit se faire Iprsqu’un
echantlon e_satifait pas au contrdle d’'un sous-groupe, dans le cadre de cette prodédure a
intervalle prolongé (voiraussi 5.6.2.4).

Lorsqu’

5.6.4 Prescriptiondd’échantillonnage pour petits lots

Lorsque la taille du lot est réduite, les procédures doivent se référer a 3.6.4 de CEl 60747-10
ou a 3.5 de la CEI 60410.

5.6.5 Registre certifié des lots acceptés (RCLA)

Voir les regles de procédure données a l'article 14 de la CEI QC 001002.

5.6.6 Remise de dispositifs soumis a des essais destructifs ou non destructifs

Les essais destructifs sont signalés par la lettre (D) dans les spécifications intermédiaires ou
particuliéres cadres. Les dispositifs soumis a ce type d’essais ne doivent pas faire partie du lot
de remise. Les dispositifs soumis a des essais environnementaux non destructifs peuvent étre
remis, a condition qu’ils fassent I'objet d'un nouvel essai conforme aux prescriptions de
contrdle du groupe A, et qu'ils satisfassent a ces prescriptions.
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5.6.2.4 Procedure in case of failure in periodic tests

When a group B failure occurs, the corresponding group C tests (see 5.6.1.4) are invalid. In the
event of failing periodic inspection tests for causes other than faults or an operator error, see
the rules of procedure given in 12.6 of IEC QC 001002 with the following amendments:

-12.6.1 a):

-12.6.4 a):

-12.6.8:

5.6.3 §

"suspend further releases under the system of all components within the
structurally similar set."

"the procedure for release under the system of corrected lots shall be
returned immediately after correcting the manufacturing fault”.

"If qualification approval has been withdrawn in_accordanee with 12.6.7 of

upplementary procedure for reduced inspection

the rules of procedure, it may be re-instated by a_simplified ¢procedure
(which focuses on the tests of those features whicl cau theyfdilure) at
the discretion of the NSI."

5.6.3.1 |Group B

A specifl reduced inspection procedure may be usegd which manufacturer [to carry
out the |appropriate group B tests at normal inspedtio ary To lot with a maximum
interval in all subgroups of group B.
This special procedure applies to each g he required conditipns.
The con ave passed group B ingpection.
Reversi when a sample has failed td meet a
subgroup inspection under the reduced ins% e

5.6.3.2 |Group C

When afthree-month in i ifietk for periodic tests, the test period may be extgnded to
six months pro 5 ccessive periodic tests have been passed at threp-month
intervalg. Reversiop'to wonth interval shall be made when a sample has failed
to meet e xtended interval procedure (see also 5.6.2.4)

5.6.4 §

Where

IEC 604

5.6.5 Qertified-records of released lots (CRRL)

See thelrules of procedure given in clause 14 of IEFC QC 001002

3.5 of

5.6.6 Delivery of devices subjected to destructive or non-destructive tests

Tests considered as destructive are marked (D) in the sectional or blank detail specifications.
Devices subjected to destructive tests shall not be included in the lot for delivery. Devices
subjected to non-destructive environmental tests may be delivered provided they are re-tested
according to group A requirements and satisfy them.
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5.6.7 Remises différées

Avant leur remise en magasin pendant une période et dans des conditions prescrites dans les
spécifications intermédiaires ou particuliéres cadres correspondantes, les lots ou les quantités
a remettre doivent étre soumis au contrdle spécifié du groupe A, ainsi qu'aux essais d’aptitude
a I'interconnexion du groupe B. Une fois ces opérations effectuées sur la totalité du lot, aucun
nouvel essai n’est requis pour une autre période.

5.6.8 Procédures complémentaires de remise

Le fabricant est libre de remettre des dispositifs ayant satisfait & un niveau d’'évaluation qualité
plus sévére que celui demandé.

5.7 Prqcédures statistiques d’échantillonnage

Pour leg contrbles des groupes A, B et C, les procédures d’écha age NQA )u NQT
doivent ’appliquer. Les spécifications particulieres doivent indigu procédures
utiliser.

5.7.1 Plans d’échantillonnage NQA

Voir 4.5[la CEI 60410.

Il existd trois types de plans d’écha lusieurs
types de¢ plans sont disponibles pour ent étre
utilisés sans distinction.

5.7.2 Plans d’échantillonngge NQT

Voir anrjexe D.

5.8 Essais d’endzan

Les esshis d’end e

5.9 Essai

Le taux rimé en
pourceny

5.9.1 G

Les esspis/ d’endurarice doivent étre effectués conformément aux procédures mentionnges.

S’ils sont effectués sur des dispositifs fonctionnant a leur capacité maximale, ils doivent étre
considérés comme non destructifs.

5.9.2 Choix des prélevements

Les prélévements pour essais d’endurance doivent étre effectués de fagon aléatoire sur un lot de
contrble (voir annexe D). La taille du préléevement pour un essai de 1 000 h doit étre choisie par le
fabricant a partir de la colonne indiquant les taux de défaillance spécifiés, (voir tableau D.1), ou de
la colonne spécifiant la taille réelle du lot (voir tableau D.2).

Le critere d’acceptation doit étre celui qui est associé a la taille particuliére du prélevement qui
a été choisie.
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5.6.7 Delayed deliveries

Before delivery of lots in store for a period and in conditions specified in the relevant sectional
or blank detail specification, the lots or the quantities to be delivered shall undergo the
specified group A inspection and the group B interconnection ability tests. Once this has been
done for the complete lot, no further re-testing is required for another period.

5.6.8 Supplementary procedure for deliveries

The manufacturer may, at his discretion, supply devices that have met a more severe
assessment level than that required.

5.7 Stdtistical sampling procedures

For grolip A, B and C inspections, either the AQL sampling proced
procedure shall be used. The detail specification shall specify which
used.

ampling

)sto be

5.7.1 AQL sampling plans

See 4.5|of IEC 60410.

There are three types of sampling plans: single types of

plans are available for a given AQL and cede |

5.7.2 L[TPD sampling plans

See annex D.

5.8 Enflurance tests
Endurance tests ;:al
5.9 Englurance test

Failure [rate as
thousand ho

age per

5.9.1 G

Endurarn ts~shall be~x€onducted in accordance with the procedures mentioned.

Endurancectests performed on devices at, or within, their maximum ratings shall be covpsidered
non-destructive.

5.9.2 Selection of samples
Samples for endurance tests shall be selected at random from the inspection lot (see annex D).

The sample size for a 1 000 h test shall be chosen by the manufacturer from the column under
the specified failure rate (see table D.1) or the actual lot size (see table D.2).

The acceptance number shall be the one associated with the particular sample size chosen.
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5.9.3 Défaillance

Un dispositif échouant a un ou plusieurs points limites spécifiés pour les essais d’endurance,
guel que soit I'intervalle de lecture spécifié, doit étre considéré comme étant défaillant, méme
pour tous les intervalles de lecture ultérieurs, quels qu’ils soient. En cas d'échec de
I’échantillon, le fabricant est libre de mettre un terme a I'essai.

5.9.4 Durée de I'essai d’endurance et taille du prélévement

Lorsque le taux de défaillance est spécifié, la durée initiale de I'essai d’endurance doit étre de
1 000 h. Des qu'un lot a satisfait & un essai de 1 000 h, la durée des essais d’endurance pour
les autres lots peut étre réduite, selon les prescriptions de la spécification particuliére.

5.9.5 IProcédure a suivre si le nombre de défaillances observées exce
riteres d'acceptation

Si le ndmbre de défaillances observées au cours de I'essai d’en critéres

d’acceptation, le fabricant doit choisir 'une des options suivante
a) retirdr la totalité du lot;
b) ajouter d’autres préléevements, conformément a 5.9,5.1;

c) prolonger la durée de l'essai jusqu'a 1 000 & .9.5. i I durée
initialement choisie était inférieure a 1 000 h;

d) séleqtionner le lot et le soumettre &un Rouy

Apreés application de 'une de ces option

%
-

5.9.5.1

Cette option ne doit étre utilisée i faque lot soumis a l'essai. Lorsqufelle est
appliqu¢e, une nouvelleMai 2 initiale plus celle ajoutée) doit étrg choisie
par le fgbricant a parti ( .2 dans les colonnes indiquant respectivgément le
taux de défailla cifié ) et Aa taille du lot réelle (tableau D.2). Une |quantité

suffisante d’unit

jusqu’a fatteindre Ig €ai slevenegt’'totale nouvellement choisie doit étre prélevée sur le
lot. Le rjouveau doit étre celui associé a la nouvelle taille du prél¢vement
choisie.|L’échantiNon \ oumis aux mémes conditions d’essai d’endurancg et a la
méme de” de i gueXl’échantillon initial. Si le nombre total de dispositifs défectueux
observé initia ajoutés) n’excéde pas le critére d’acceptation pour I'échantillon
total, leylo it ® pté. Si le nombre de dispositifs défectueux observés excede le
nouvea ‘

5.9.5.2 |Prolongatiegde la durée de I'essai d’endurance

Si la durée de I'essal d’'endurance est inierieure a 1L 000 h et que le nombre de defaillances
observées sur I'échantillon initial excéde le critere d’'acceptation, le fabricant, plutdt que
d’ajouter de nouveaux prélévements, peut choisir d’étendre la durée de I'essai a 1 000 h pour
I’ensemble de I'échantillon initial et déterminer un nouveau critére d’acceptation a partir des
tableaux D.1 ou D.2. Le nouveau critére d'acceptation doit se rapporter a la taille du
prélevement la plus grande figurant dans la colonne spécifiée, inférieure ou égale a la taille du
prélevement soumise a I'essai. Un dispositif présentant une défaillance au premier intervalle
de lecture doit étre considéré comme étant défaillant a I'intervalle de lecture de 1 000 h. Si le
nombre total de dispositifs défectueux observés excéde le critére d’acceptation, le lot doit étre
refusé.
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5.9.3 Failure

A device which fails at one or more of the end-point limits specified for endurance tests at any
specified reading interval shall be considered a failure and be considered as such at any
subsequent reading interval. If the sample fails, the test may be terminated at the discretion of
the manufacturer.

5.9.4 Endurance test time and sample size

Whenever the failure rate is specified, the endurance test time shall be 1 000 h initially. Once a
lot has passed the 1 000 h test, endurance tests can be reduced to a certain period, as
specified in the detail specification.

5.9.5 IProcedure to be used if the number of observed failures exceedg’t
acceptance number

In the efent that the number of failures observed on endurance fes eptance
number] the manufacturer shall choose one of the following optit

a) withqraw the entire lot;
b) add additional samples in accordance with 5.9.5.1;

c) exten 0 h was

originally chosen;
d) scred

After ap

5.9.5.1 |Additional samples

, & new
hoSen by the manufacturer from tables D.1 or
: g (table D.1) or the actual lot size (table] D.2). A
incredse the sample to the newly chosen totall sample
rew acceptance number shall be the one asgociated

This option shall be use
total sample size (initi

D.2 from the col
guantity| of addi
size shall be selected

with the e, The added sample shall be subjected to tle same
endurar \ iod as the initial sample. If the total observed nymber of
defectiv i d) does not exceed the acceptance number for the total sample, the
lot shal B\ e observed number of defectives exceeds the new acdeptance
number

5.9.5.2

If an englurance testtime periods less than 1 000 h is used and the number of failures gbserved

in the iniial-sample—exceeds—the—aceeptancenumber—the—manufacturermay—nstead—of adding
additional samples, choose to extend the test time of the entire initial sample to 1000 h and
determine a new acceptance number from tables D.1 or D.2. The new acceptance number shall
be one associated with the largest sampling size in the specified column which is less than, or
equal to, the sample size being tested. A device which is a failure at the initial reading interval
shall be considered as such at the 1 000 h reading interval. If the observed number of defectives
exceeds this acceptance number, the lot shall not be accepted.
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5.10 Procédures d’essai accélérées

A I’étude.

5.11 Agrément de savoir-faire

A I'étude.

6 Procédures d’essai et de mesure

6.1 Conditions atmosphériques normales pour mesures électriques et optigues

Sauf spgcifications contraires, tous les essais électriques et optiques effectués xlians les

conditions atmosphériques indiquées dans la CEI 60749 et la CEIl 6174
Température ambiante 25°C+5°C
Hum|dité relative Entre 45 % et 75 %
Presgion atmosphérique

Les megures peuvent étre effectuées a d’autres te janisme
national ications
particulieres pour un essai a température ambignte \de relative
comprise entre 48 % et 52 %, lorsque

6.2 Examen physique

6.2.1 E)xamen visuel

Sauf spgcifications contrai W W &tre effectué sous un éclairage ipdustriel
normal et dans des co % ~ | doit permettre de certifier I'exactitude des
éléments suivants;
a) le marquage

b) I'iden
c) I'app

tification

6.2.2 Di

Les dim
dessins

ples de

6.2.3 Permanence du marquage

Le propos de cet essai est de déterminer la permanence du marquage lorsque le dispositif fait
I'objet d’'une manipulation et d’'un nettoyage type.

6.2.3.1 Conditions

Les solvants utilisés, ainsi que les matériaux et les conditions de frottage, doivent étre précisés
dans les spécifications intermédiaires ou particulieres cadres, selon le cas.

* En cours de révision.
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5.10 Accelerated test procedures

Under consideration.

5.11 Capability approval

Under consideration.

6 Test and measurement procedures

6.1 Standard atmospheric conditions for electrical and optical measurements—_

Unless ptherwise specified, all electrical and optical measurements ar rried oW\
atmospheric conditions given in IEC 60749 and IEC 61747-6.

Amblent temperature 25°C+5°C
Relative humidity Between 45 % and 75 %
Atmdspheric pressure Between 86 kPa and 106 kPa C arand 1NO60 mbalr)

Inspectd
an ambjent temperature of 25 °C = 1 °C and rel
this is important.

6.2 Physical examination
6.2.1 Vlsual examination

Unless
and und

hder the

ervising
bsted at
Db when

lighting
pllowing

Ol

6 2 3 rea-an £ ool o
. . rCIIIIaIICII\.’C Ul |||a|r\|||y

The purpose of this test is to determine the permanence of marking following handling
of typical cleaning on the device.

6.2.3.1 Conditions

and use

Solvents, rubbing conditions and materials shall be specified in the relevant sectional or blank

detail specification.

Being revised.
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6.2.3.2 Mesure initiale et finale

L’échantillon doit étre soumis a un examen visuel.

6.3 Mesures électriques et optiques

6.3.1 Conditions générales et précautions

6.3.1.1 Autres méthodes

Les mesures peuvent étre effectuées selon les méthodes spécifiées ou toute autre méthode

donnant des résultats équivalents; toutefois, en cas de conflit, seule la méthode spécifiée doit
étre appttouée:

NOTE — On entend par «équivalent»le fait que la valeur de la caractéristique obte méthodes
reste dang les limites spécifiées pour des mesures effectuées selon la méthode spégifi

a) Les mléthodes de mesures électriques et optiques doivent étre conformes 3 % 60748.
Elles Hoivent étre appliquées lorsque cela est requis et étre conformes/aux e i Cifications

partictiliéres.

b) Les méthodes de mesures électriques et optiques non incluses dan 18 doivent
étre dgcrites dans la spécification particuliére correspondante.

6.3.1.2 |Précision des mesures

Les limlites de mesure figurant dag s. Les

imprécigions de mesure doivent étre™\p ion des
limites de mesure réelles.

6.3.1.3 |Précautions générg

de afin de limiter au minimum leg erreurs
spositifs. Les précautions principales sont

Il est recommandé de
de mesure et d’éviter
donnée$ dans la CEIl 6

6.4 Es
Les mé | i gnt doivent étre conformes a la CEIl 60068. Elles| doivent
étre appliquée quis et étre conformes aux prescriptions des spécifications

particulig desssonp signalées comme étant «destructives» ou «non destryctives»,
A 5. Lorsqu’une série d'essais obligatoires est requise, glle doit
ications intermédiaires ou particulieres cadres.

Les méthodes IS environnementaux non incluses dans la CEl 61747-5 doivent étre
décrites|dans’la spécification particuliére.

Lorsque les méthodes d’essai impliquent I'observation ou I'application de forces externes en
rapport avec I'orientation du dispositif, ces orientations, ainsi que le sens d’application de ces
forces, doivent étre conformes a I'annexe C.
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The spe

6.3 Ele
6.3.1 G

6.3.1.1
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Initial and final measurement

cimen shall be visually inspected.

ctrical and optical measurements
eneral conditions and precautions

Alternative methods

Measurements may be carried out by using the methods specified or any other method giving
equivalent results but, in case of dispute, only the specified method shall be used.

NOTE - Il!y "equivalent" is meant the value of the characteristic established by such other methods(is,within the

specified Jimits when measured using the specified method.

a) Methdd for electrical and optical measurements shall be in accordance with I 48. They
shall e used when required and as prescribed by the detail specification.

b) Methods for electrical and optical measurements not included in IEC 6074 scribed in
the re|evant or detail specification.

6.3.1.2 |Precision of measurements

The limjts quoted in detail specifications are ab /Inaccuracies §hall be

taken in g i

6.3.1.3 |General precautions

Usual p ant errors to a minimum and fo avoid

damage

6.4 Enyironmental teg

Method$ for envirogme gccordance with IEC 60068. They shall pe used

when required @ pfescrib specification. They are indicated as "destructive"

or "nontdestructive” ording 747-5. When a mandatory sequence of tgsting is

required i onal specification or in the blank detail specification.

Methodg not included in IEC 61747-5 shall be described in the detail

specific

For tho ich involve the observation or the application of externdl forces

which afe relatad to the orientation of the device, such orientations and the directiop of the

force ap
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Annexe A
(informative)
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6 Procédures d'essai et
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Annex A
(informative)

Cross references index

IEC 61747-1 : Old clause Document or
Title S
Clause number publication

3 Terminology 1.8,3.4,4.5 60747-5, Amend. 1
4 Technical aspects

5 Quality assessment 470r200/EDIS

procedures
6 Test and measurement

procedures
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Annexe B
(informative)

Exemple de schémas représentant des cellules d’affichage
a cristaux liquides

i
|

h# m m-1 m-2 p+l
: 1L I
- e A L
|——
A Vue arriere
IEC 520/98
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Annex B
(informative)

Example of outline drawings of liquid crystal display cells

i
|

!

R
7

m m-1 m-2 o+l
S| | IREEN
A
: - A 2
C |—————
|——
A Rear view
I IEC 520/98
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Nb Segments
1 4G E,
2 4E ' :
3 4D F ’’’’’’’’’’’’’’’ Y
_ _ ‘ SN A/
: — ¢ =0
N N NG SR D D,
——— [JO0T
n-2 4AF | VoY V¥ o\W
n 4B L. - - . |
>EC 521/98
Les dimgnsions originales sont en millimétres et en pouces -
Réf. Millimetres \__Poticas W) ) Notes
Min. Nom. Max. Mip./ .\ Mx.
A X - X (x m = X
A2 X - - ( \Xx"/. A - 1
: . B RENEANES SV
3 : - ~ SN :
_ _ /x““ ) _ X
D1 - X \ - O\ N ) X - 2
2 AN RN > - :
D3 X \ - \& \x\ M - X
D4 X I - X — X - X
e /\ x> \ > - X - 4et8
ep \/ \ X \ - X - 4
: ANDRNEN N - - :
el RS- - : - z
E2 /\ - X X - X
E3 \ X \ \ \/ X X - X
R OONE NN : - - :
h \ \ - X X - X
| \ > - X - - X
L X - - X - -

NOTE 1 — Dimensions totales, y compris les polariseurs et les diffuseurs, le cas échéant.
NOTE 2 — Dimensions nominales de I'aire d’observation.

NOTE 3 — Nombre total de bornes, y compris les positions manquantes ou non raccordées.
NOTE 4 — Dimension géométrique réelle.

NOTE 5 — Plans de référence Y.X (conformément a I'lSO 1101) délimités en référence a une lecture normale
de I'affichage.

NOTE 6 — Tolérance de position (conformément a I''SO 1101).

NOTE 7 — Le modele d’affichage et I'affectation des bornes doivent étre représentés sur la fiche technique.

NOTE 8 — e: pas normalisé.
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Nb Segments
4G
4E - Er .
4D [
_ _ F . ]
: : 0K
m-1 4A ; G<DC Dy
n-2 4F ‘
. s XD
L |
IEC 521/98
Originalldimensions are in millimetres and inches:
Ref. Millimetres Inch ) Notes
Min. Nom. Max M'y{ No}'r\ \ Max
] x - PN PN x
A2 X - < 'A \Q// (\\ ‘\> — !
c X - \ X &x \ ~ )—\/ X
b X - }& >\ - X
- - ( X = - X
D1 - X \ - \ N X - 2
D2 X - / \ _) N §> - X
D3 X f N \ ) X - X
D4 X L \/\ X X - X
e é \ xg —\/ - X - 1 and 8
ep - X N > - X - 4
E —/\ - \ X - - X
El A\ N P - X - 2
E2 ( \\ - \ X X - X
E3 \ x\\\ \ - X X - X
f \\—\ B - X - - X
h > \ - X X - X
| = / — X — — X
L X - — X — —
n - X - — X —
X - - X - - X

NOTE 1 — Overall dimensions, including polarizers and diffusers, if any.

NOTE 2 — Nominal dimensions of observation area.

NOTE 3 — Total number of terminals, including lacking or non-connected positions.

NOTE 4 — True geometrical dimension.

NOTE 5 — Y.X. reference planes (in accordance with ISO 1101) marked out in reference to a normal reading
of the display.

NOTE 6 — Positional tolerance (in accordance with ISO 1101).

NOTE 7 — The display pattern and the assignment of terminals shall be represented on the data sheet.

NOTE 8 — e: standard pitch.
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Annexe C
(normative)

Orientation des modules LCD

Haut

61747-1 00 CEI:1998
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